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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

金属酸化物に対して酸素欠損を導入すると機能特性が著しく向上する。本研究では
金属箔・板を出発材料として精密酸化プロセスを適用し，酸素欠損型－酸化物薄膜
を作製して各種機能特性を評価するとともに微細構造解析を実施する。本課題によ
りX線光電子分光装置（XPS）により，それら電子状態を明らかにする。

実験
Experimental

当研究室にて，金属箔を用いて酸化熱処理により作製した2種類の酸化物薄膜
（①Gd2O3 ②ZrO2）の電子状態を評価するため，X線光電子分光装置（NI-005,
PHI Quantes）を用いて，ワイドスペクトル測定し，特定の元素についてナロー測
定を行った．

結果と考察
Results and Discussion

出発材料として金属Gd箔およびZr箔を用いて酸化雰囲気中にて多段階熱処理（(1)
Gd2O3: 773K_10min_大気中 (2) ZrO2：2段階熱処理 ①1073K_30min_大気中
②1273K_1hr_PO2 = 1x10-20 atm）を施した結果，両試料ともに外観は黒色を呈
していた。これら試料断面のTEM観察の結果，Gd箔は約1μmの酸化物層が存在し，
数百nmの粒径を有するGd2O3相が形成されていた．XPS測定の結果，図1(a)に示す
ように，3つのピークに分離可能であり，酸素欠損を示唆するピークが認められた．
またZr箔の断面TEM観察の結果，約9μmの酸化物層が形成され，表層部には
約3～4nmの間隔で周期的な配列を呈していた．XPS測定の結果，図1(b)の矢印に
示されるようにO1sピークが高エネルギー側にシフトしており，これは酸素欠損の
導入に起因したものと考えられる．以上のことより，両試料ともにXPS測定の結果
から，酸素欠損の存在が明らかとなった．

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図1 金属Gd箔およびZr箔の酸化熱処理により作製した（a）Gd2O3-x, (b) ZrO2-x薄膜
のXPS測定結果．
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